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W pracy przedstawiono zastosowanie technik nieciggtego wprowadzania mikroprébek
nanomateriatdw wzbogaconych o okreslone jony do plazmy indukowanej mikrofalowo w celu
jednoczesnego oznaczania pierwiastkow w probkach wad.

Opracowano procedure wyizolowania/wzbogacania wybranych metali z matrycy wodnej na wielosciennych
nanorurkach weglowych (MWCNTS), oparta na ekstrakcji dyspersyjnej do mikrofazy statej (DMSPE), a
takze techniki umozliwiajgce wprowadzanie mikrolitrowych objetosci zawiesin nanorurek oparte na ukiadzie
rozpylacz/poosiowa komora mgielna.

Pierwszy system skiadat sie z pneumatycznego rozpylacza v—rowkowego i poosiowej komory mgielnej i
zostal przystosowany do dyskretnego wstrzykiwania porcji (10 pl) zawiesiny do plazmy mikrofalowej
{DMSPE-DSIS-MIP QES).

Drugi system stanowit dozownik, ztozony z generatora ultradzwigkowego (USS) wyposazonego w
cztery niezalezne krocce do podawania roztwordw/probek, dwéch pomp strzykawkowych, pompy
perystaltyczne] i poosiowe] komory mgielnej. Technike DMSPE-USS-MIP OES zastosowano do
przeprowadzenia kalibracji on-line, wstrzykiwania mikroobjetosci zawiesiny (15 pL) oraz wprowadzania
roztworu wzorca wewnetrznego, w jednym urzadzeniu, bez koniecznoéci demontowania ukiadu
Trzeci sposob mikroprébkowania polegat na zastosowaniu wigzki laserowej (Nd:YAG 266 nm) do
wprowadzania oznaczanych skiadnikow do plazmy mikrofalowej w formie aerozolu/czastek, po
odparowaniu bezposrednio z nanomateriatéw (LA-MIP OES).

Dokonano optymalizacji metodg jednej zmiennej i metodg wieloczynnikowg (simpleks),
parametrow zwigzanych z prace plazmy oraz systemu wprowadzania. Dobrano kompromisowe warunki
procesu wzbogacania oznaczanych skiadnikéw i przygotowania probek. Poréwnano wartosci
podstawowych parametréw analitycznych opracowanych systemow: granice wykrywalnosci (LOD),
precyzja (%RSD) ze standardowym ukiadem wprowadzania roztworéw (rozpylacz Meinharda/cyklonowa
komora mgielna) oraz zbadano wplyw pierwiastkéw matrycowych, powszechnie wystepujgcych w probkach
wod (Na, K, Mg, Ca). Wartosci LOD (30) uzyskane technikg DMSPE-DSIS-MIP OES wynosity 0,7 10,1 ug
L™ odpowiednio dla Cd i Pb, natomiast otrzymane technika DMSPE-USS-MIP OES byly réwne 0,4; 1,0;
0,5, 0,1 oraz 0,7 ug L' odpowiednio dla kadmu, kobaltu, chromu, olowiu i cynku. Zastosowanie techniki
fgczonej LA-MIP OES pozwolito uzyskac granice wykrywalnosci wynoszgce odpowiednio 0,4; 0,4; 0,3: 0,2
oraz 0,2 pg L* dla Cd, Co, Cr, Pb i Zn. Precyzje dla wszystkich technik, dla oznaczanych skiadnikow,
zawieraly sie w przedziale 5-9%.

Uzytecznos¢ opracowanych technik sprawdzono poprzez oznaczenie wybranych skiadnikow w
certyfikowanych materialach odniesienia (CRM): ERM-CA011b, SRM 1643e, TMDA-54.5. Metody
zastosowano do oznaczenia kadmu, kobaltu, chromu, otowiu i cynku w wodzie morskiej, wodzie rzecznej |
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